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OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR 1 JAKOSCI
z dnia 11 lipca 1986 r.
w sprawie ogloszenia aktéw prawnych w zakresie metrologii

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiarowych
(Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r. nr 11, poz. 83) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82iz 1979 r. nr 2,
poz. 7) oglasza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Ustanowione zostaly nastepujace akta prawne w zakresie metrologii, zamieszczone w zatacznikach do
niniejszego Dziennika Normalizacji i Miar:

Numer Data
zafacznika Numer : = Uchyla
. ustanowienia do ktorej
do Dz. Klasyfikacji Tytul aktu prawnego akt
aktu akt prawny
Norm. metrologicznej o bBowiazuie prawny
i Miar prawnego obowiazuje
1 2 3 4 5 6
1 3,1502/2 Zarzadzenie nr 27 Prezesa PKNMiJ w sprawie 3,1502/1 z dnia
ustalenia przepisow o przymiarach sztywnych do 18.09. 1981 r.
pomiaru wysokosci napetnienia zbiornikow 1986-06-20 1986-12-10 (Dz. Norm.
i Miar z 1981 r.
nr 17)
2 5.866/1 Instrukcja nr 7 Prezesa PKNMiJ o sprawdzaniu
lamp 2z ta$mg wolframowg, kontrolnych 1 II rzgdu 1986-06-20 1986-12-10
3 5.1722/1 Instrukcja nr 8 Prezesa PKNMiJ ogolna o spraw-
dzaniu plyt pomiarowych 1986-06-20 1986-12-1Q
4 5,17220/1 Instrukcja nr 9 Prezesa PKNMilJ o sprawdzaniu
piyt p yeh za pomocy cy 1986-06-20 1986-12-10
Prezes

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgorski
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ZARZADZENIE NR 27
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 20 czerwca 1986 r.
w sprawie ustalenia przepiséw o przymiarach sztywnych do pomiaru wysokosci napelnienia zbiornikéw

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
"17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 iz 1974 r. nr 11,
poz. 83) i art. 2 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. 0 utwo-
rzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako$ci
(Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 8211z 1979 r. nr 2, poz. 7)
zarzadza si¢, co nastgpuje:

Postanowienie ogélne

§ 1. Ustala si¢ przepisy o przymiarach sztywnych do
*pomiaru wysokosci napetnienia zbiornikéw, zwanych
dalej ,przymiarami®.

Klasyfikacja

§ 2. Ze wzgledu na sposdb odtwarzania diugosci
przymiary sztywne do pomiaru wysoko$ci napetnienia
zbiornik6w sg przymiarami mieszanymi koncowo-kres-
kowymi, w ktorych poczatkowe (zerowe) ograniczenie
podziatki stanowi powierzchnia czotowa przymiaru,
a pozostalymi ograniczeniami dtugosci sa kreski po-
dziatki.

§ 3. Ze wzgledu na dokiadno$¢ podziatki ustala sig
dwie klasy doktadnosci przymiar6w oznaczone cyframi
arabskimi 1 i 2.

Zakresy pomiarowe

§ 4.1. Diugoéci nominalne podzialek przymiaréw
powinny by¢ zawarte w granicach od 0,5 m do 5 m.

2. Gorna granica zakresu pomiarowego przymiaru
powinna wynosi¢ 0,5 m lub stanowi¢ catkowita wie-
lokrotno$é 0,5 m.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wy-
konanie przymiar6w o innych gbérnych granicach za-
kresu pomiarowego niz podane w ust. 2.

Wy ogblne i

oy

§ 5.1. Przymiary powinny by¢ wykonane z materia-
tu dostatecznie twardego i stabilnego, o znanym wsp6t-
_czynniku cieplnej rozszerzalnoci liniowej. Material,
z ktérego wykonane s3 przymiary, powinien by¢ ponad-

" to odporny na wywolywanie iskrzenia oraz odporny

na korozjg.

2. Przekrj poprzeczny przymiaru powinien zapew-
nia¢ mu dostateczng sztywno$¢, aby przy uzytkowaniu
przymiaru nie wystgpowaty odksztaicenia powodujace ob-
nizenie dokfadnosci pomiar6w. Wystgpowanie trwatych
odksztatcen przymiar6w jest niedopuszczalne. Zaleca sig,
aby przekrdj poprzeczny przymiaru miat ksztatt litery T.

3. W przypadku przymiar6w wykonanych z materiatu
nieodpornego na korozj¢ zaleca si¢ pokrywanie po-
wierzchni przymiaru powloka przeciwkorozyjng lub za-
bezpieczenie tych powierzchni przed korozja w inny
trwaly sposob.

§ 6. Powierzchnie przymiaru nie powinny mieé plam,
zadr i peknigé, a krawedzie nie powinny byé ostre.
Ponadto krawgdZ ograniczajaca powierzchnig¢ czolowa
przymiaru nie powinna by¢ znieksztatcona.

§ 7. Chropowato$¢ powierzchni czotowej przymiaru
oraz powierzchni bocznej z podziatka powinna wynosié¢
R, < 1,25 pm wedtug PN-73/M-04251, a chropowato$é¢
wzdtuznych grani roboczych przymiaru — R, < 2,5 pm.

§ 8. Powierzchnia czotowa przymiaru, stanowigca
poczatkowe ograniczenie miary (poczatek podziatki),
oraz powierzchnia boczna z podziatka powinny by¢ pta-
skie, a wzdtuzne granie robocze prostoliniowe. Ponad-
to powierzchnia czotowa przymiaru powinna by¢ pro-
stopadia wzglgdem wzdtuznej grani roboczej przymiaru.

§ 9. Przymiar potozony powierzchnig boczng z po-
dziatka na powierzchni plaskiej (np. na powierzchni
pomiarowe;j linialu powierzchniowego) powinien przy-
lega¢ do tej powierzchni. Dopuszcza si¢ wystgpowanie
przeswitu nie przekraczajacego 1 mm.

§ 10. Odchylenie od ptasko$ci powierzchni czotowej
przymiaru nie powinno przekracza¢ 0,08 mm.

§ 11. Odchylenie od prostoliniowo$ci wzdtuznej gra-
ni roboczej przymiaru nie powinno przekraczaé 0,4 mm
na dhugosci 1 m.

§ 12. Odchylenie od prostopadtosci powierzchni czo-
towej przymiaru wzglgdem grani roboczej nie powinno
przekracza¢ 20'(minut).

§ 13. Podziatka przymiaru powinna by¢ podziatka je-
dnostronna.

§ 14. Wartos¢ dziatki elementarnej podzialki przy-
miaru powinna wynosi¢ 1 mm.



§ 15.1. Szeroko$¢ kresek podziatki dla przymiaréw
klasy dokladnosci 1 i 2 nie powinna by¢ mniejsza niz
0,15 mm, nie powinna jednak przekracza¢:

1) 0,4 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci I,

2) 0,6 mm — dla przymiar6w klasy dokfadnosci 2.

2. Roznice szerokosci poszczegdlnych kresek po-
dziatki oraz roznice szerokosci tej samej kreski nie po-
winny przekraczaé:

1) 0,1 mm — dla przymiaréw klasy doktadnosci 1,

2) 0,2 mm — dla przymiaréw klasy dokfadnosci 2.

§ 16. Kreski podziatki powinny by¢ kontrastowe,
a obrzeza kresek powinny byé prostoliniowe i prosto-
padie do wzduznej grani roboczej przymiaru.

§ 17.1. Podzialka przymiaru powinna by¢ utworzo-
na przez trzy rodzaje kresek:

1) kreski dhugie — dla kresek odpowiadajacych wie-

lokrotnosciom 10 mm.
2) kreski $rednie — dla kresek odpowiadajacych nie-
parzystym wielokrotnoéciom 5 mm,

3) kreski krotkie — dla kresek pozostatych.

2. Dhugosci wszystkich trzech rodzajéw kresek po-
winny byé tak dobrane, aby tworzyly podziatk¢ przej-
rzysta i wyrazng.

§ 18.1. Ocyfrowanie kresek podzialki powinno byé¢
czytelne, wyrazne i wykonane w taki sposob, aby po-
zwalato na pewne, latwe i jednoznaczne odczytanie wska-
zania.

2. Wszystkie kreski wyznaczajace decymetry powin-
ny byé ocyfrowane.

Wymagania metrologiczne

§ 19.1. Bledy dokladnosci podziatki przymiaru dla
dowolnego odcinka zakresu pomiarowego podziatki nie
powinny przekraczaé w temperaturze 20°C granic
okreslonych wzorami:

1) AL = +(0,1 + 0,1 L) mm — dla przymiaréw klasy

dokiadnosci 1,
2) AL = (0,3 + 0,2 L) mm — dla przymiaréw klasy
dokiadnoéci 2,
gdzie L jest dtugoscig sprawdzanego odcinka podziatki
wyrazong w metrach.

Wartosci liczbowe dopuszczalnych granic bledow
w temperaturze 20°C, obliczone na podstawie podanych
wyzej wzoréw, dla gérnych granic zakresu pomiarowe-
g0 podziatki przymiaréw wymienionych w § 3 ust. 1, po-
dano w tablicy.

Diugoéé nominalna Dopuszczalne granice bgdow
podziatki L (£) mm
mm Klasa Klasa |
doktadnosci 1 doktadnosci 2

0,5 0,15 0,4
1 0,20 0,5
LS 0,25 0,6
2 0,30 0,7
2,5 0,35 0.8
3 0,40 09
35 0,45 1,0
4 0,50 L1
4,5 0,55 1,2
5 0,60 13
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2. Dopuszczalne biedy dzialki elementarnej (+ lub -),
w tym réwniez-blad dokiadnosci odcinka poczatkowego
podziatki ograniczonego z jednej strony przez powierz-
chni¢ czotowa przymiaru, a z drugiej przez pierwsza
kresk¢ podziatki, oraz dopuszczalne maksymalne réz-
nice migdzy dwoma dowolnymi dziatkami elementar-
nymi tej samej podziatki nie powinny przekraczaé:

1) 0,1 mm — dla przymiaréw klasy dokladnosci I,

2) 0,2 mm — dla przymiaréw klasy-doktadnosci 2.

3. Wartosci btgdow obiegowych odpowiadajg warto-
Sciom podanym w ust. 1 i 2.

Oznaczenia

§ 20.1. Na powierzchni przymiaru, na ktorej wyko-
nana jest podziatka, powinny by¢ umieszczone w spo-
s6b trwaly nastgpujace oznaczenia:

1) dlugo$¢ nominalna podziatki w. metrach,

2) numer fabryczny lub inne oznaczenie identyfiku-

jace,

3) nazwa lub znak wytworcy,

4) klasa dokladnosci,

5) temperatura odniesienia, jezeli jest rozna od 20°C.

2. Wszystkie oznaczenia powinny by¢é umieszczone
w miejscu widocznym i nie utrudniajagcym stosowanie
przymiaru.

Sprawdzanie

§ 21. Przed oddaniem do uzytku kazdy przymiar po-
winien by¢ zalegalizowany i nastgpnie legalizowany
przez organa administracji miar w terminach odpowia-
dajacych okresowi legalizacji zbiornikow.

§ 22. Sprawdzenie, w celu legalizacji, powinno obej-
mowac:

1) sprawdzenie stanu ogdlnego w toku ogledzin zew-
netrznych (§ 4, S5, 6, 13, 14, 16, 17 i 18),

2) sprawdzenie chropowato$ci powierzchni czotowej
przymiaru oraz powierzchni bocznej z podziatka
§ 7,

3) sprawdzenie plaskosci powierzchni czotowej przy-
miaru i powierzchni bocznej z podziatkg -oraz
sprawdzenie  prostoliniowo$ci grani roboczej
i prostopadiosci powierzchni czotowej wzgledem
grani roboczej (§ 8, 9, 10, 11 i 12),

4) sprawdzenie szeroko$ci kresek podziatki (§ 15),

5) wyznaczenie bledow podziatki dla calego zakresu
pomiarowego podziatki i odcinkdéw czgsciowych
o stopniowaniu co 0,5 m oraz btgdow dziatki ele-
mentarnej (§ 19).

§ 23.1. Wyniki sprawdzenia przymiaru nalezy odno-
towaé w karcie pomiarowej lub w dzienniku ob-
serwacyjnym.

2. Jezeli sprawdzony przymiar spetnia wymagania
ustalone w przepisach dla przymiaréw klasy do-
kiadnoéci 1, nalezy umiesci¢ na jego powierzchni
bocznej z podziatka ceche legalizacyjng urzedu
i ‘ceche roczna.

3. W przypadku przymiaru spelniajacego wymagania
ustalone dla klasy dokiadnosci 2, nalezy oprécz
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umieszczenia na nim cechy legalizacyjnej dodatko-
wo wystawi¢ §wiadectwo legalizacji i podaé war-
tosci bledow podzialki dla odcinkéw czgsciowych
podziatki o stopniowaniu co 0,5 m oraz dla od-
cinka odpowiadajacego catemu zakresowi pomia-
rowemu podziatki. '

Cechowanie

§ 24. Cechy urzedu i cechg roczng nalezy umiescié
na powierzchni przymiaru, na ktorej wykonana jest
podziatka.

Okres waznosci legalizacji

§ 25. Okres waznosci legalizacji przymiaréw odpo-
wiada okresowi legalizacji zbiornikéw, tzn. trwa 11 lat,
liczac od dnia 1 stycznia tego roku, w ktérym legali-
zacja zostala dokonana.

Utzytkowanie, konserwacja i przechowywanie

§ 26.1. Kazdy przymiar powinien by¢ przed uzyciem
oczyszczony ze smaru ochronnego i pyln za pomoca
migkkiej $ciereczki.

2. Przymiar nalezy chronié¢ przed zarysowaniem lub
innego rodzaju uszkodzeniami, jak réwniez przed wpty-
wem szkodliwych wyziewéw i namagnesowaniem.

3. Przy stosowaniu przymiaréw do pomiaréw w tem-
peraturze réznej od 20°C nalezy do wyniku pomiaru
wprowadzi¢ poprawke, wynikajaca ze wspéiczynnika
cieplnej rozszerzalnosci liniowej materiatu, z ktérego
przymiar zostat wykonany.

4. Po uzyciu przymiar nalezy przemyé w rozpuszczal-
niku i jezeli jego powierzchnie nie s3 trwale zabez-
pieczone przed korozja, pokry¢ je — po wytarciu migk-
ka Sciereczka — cienka warstwa $rodka ochronnego.

5. Przymiar nalezy przechowywa¢ w miejscu czystym
i suchym, w temperaturze zblizonej do 20°C. Przymiar
powinien by¢ umieszczony w przeznaczonym dla niego
futerale lub owinigty w papier pergaminowy.

Postanowienia koricowe

§ 27. Traci moc zarzadzenie nr 133 Prezesa PKNMiJ
z dnia 18 wrze$nia 1981 roku w sprawie ustalenia
przepisOw o przymiarach sztywnych do pomiaru napet-
nienia zbiornikéw wraz z zalacznikiem (Dz. Norm.
i Miar nr 17, nr klas. metrolog. 3,1502/1).

§ 28. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 10 grud-

nia 1986 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgdrski
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INSTRUKCJA NR 7
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 20 czerwca 1986 r.
o sprawdzaniu lamp z tasma wolframowa, kontrolnych I i II rzedu

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narz¢dziach pomiaro-
wych (Dz./U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 iz 1972 r. nr 11,
poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar
i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 i z 1979 r.
nr 2, poz. 7) wydaje si¢ nastgpujacg instrukcje:

Przedmiot sprawdzania

§ 1.1. Instrukcja dotyczy sprawdzania lamp z tasma
wolframowa, kontrolnych I i II rzgdu, o zakresie po-
miarowym od 800°C do 2200°C, zwanych dalej .Jlam-
pami®. i

2. Lampy powinny odpowiada¢ wymaganiom zarza-
dzenia nr 45 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci z dnia 22 pazdziernika 1984 r. w spra-
wie ustalenia przepisOw o lampach z ta§ma wolframo-
wa, kontrolnych I 1 II rzedu (Dz. Norm. i Miar nr 14,
nr klas. metrolog. 3,866/2, zal. 2).

Narzedzia pomiarowe i pomiarowe urzadzenia
i do sprawdzani

P

§ 2.1. Do sprawdzania lamp potrzebne sg nastgpu-
jace narz¢dzia pomiarowe i pomiarowe urzadzenia po-
mocnicze: {

1) narzgdzia pomiarowe:

a) komplet lamp etalonéw odniesienia II rzgdu
z ta§ma wolframowa o zakresie pomiarowym od
800°C do 2200°C, stosowanych do sprawdzania
lamp kontrolnych I rzedu; lampa etalonowa
prézniowa powinna byé wywzorcowana do-
datkowo w punkcie ztota (1064,43°C),
pirometr optyczny ménochromatyczny. kon-
trolny I rzgdu wraz z wyposazeniem, stosowa-
ny do sprawdzania lamp kontrolnych II rzedu,
¢) kompensator pradu stalego co najmniej klasy
doktadnosci 0,01 lub woltomierz cyfrowy klasy
doktadnosci 0,01, do pomiaru spadku napigcia
na oporniku wzorcowym wywolanym przez
przeplyw pradu przez tasme lampy kontrolnej

1 rzgdu,

d) kompensator pradu stalego co najmniej klasy
doktadnosci 0,02 lub woltomierz cyfrowy klasy
doktadnosci 0,02, do pomiaru spadku napigcia

b

na oporniku wzorcowym wywolanym przez
przeptyw pradu przez ta$me¢ lampy kontrolnej
1I rzgdu,

€) ogniwo wzorcowe kontrolne wchodzace w sklad

wyposazenia kompensatora,

opornik wzorcowy klasy doktadnosci 0,01 o ob-

cigzalnoéci nie mniejszej niz 30 A i warto-

$ci oporu elektrycznego dobranej do zakresu
kompensatora lub woltomierza cyfrowego,

g) spektropirometr fotoelektryczny typu SPK-3
wraz z wyposazeniem, stosowany do wzorcowa-
nia lamp kontrolnych I rzedui sprawdzania wia-
$ciwosci metrologicznych lamp,

2) urzadzenia pomocnicze:

a) zasilaczstabilizowany typu SIP-30M (12 V,30A)
zapewniajacy regulacj¢ pradu z rozdzielczo$cia
co najmniej 0,2 mA w calym zakresie pomiaro-
wym, stosowany przy sprawdzaniu lamp I rzg-
du, lub

b) bateria akumulatoréw o pojemnosci nie mniej-
szej niz 500 A - h i napigciu nie mniejszym niz
10 V (pod obciazeniem) wraz z opornikiem re-
gulacyjnym o obciazalnosci 30 A, zapewnia-
jacym regulacje pradu z rozdzielczoscig co naj-
mniej 1 mA w calym zakresie pomiarowym,

c) tawa i statywy do zamocowania lamp umozli-
wiajace regulacj¢ potozenia w pigciu stopniach
swobody.

2. Narzedzia pomiarowe wymienione w ust. 1 pkt [
powinny mie¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

3. Zasilacz wymieniony w ust. 1 pkt 2 lit. a moze
by¢ zastapiony innym typem zasilacza o statosci nie
mniejszej niz 0,005 A na 10 minut.

o

Czynno$ci sprawdzania

§ 3. Sprawdzanie lampy obejmuje nastgpujace czyn-
nosci:

1) sprawdzenie zewngtrzne,

2) przygotowanie stanowiska do dokonywania pomia-
row,

3) wyznaczenie charakterystyki termometrycznej lam-
py,

4) sprawdzenie whasciwosci metrologicznych lampy,

5) opracowanie i ocena wynikOw sprawdzenia.
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Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie zewnetrzne

§ 4.1. Sprawdzenie zewngtrzne ma na celu stwier-
dzenie zgodno$ci wykonania i stanu lampy z wyma-
ganiami § 6 ust. 1,2,3, § 7ust. 1,2,3,§8ust. 1,§9
ust. 1, 2, 3, § 10 ust. 1 przepisow wymienionych w § 1
ust. 2 instrukcji.

2. Sprawdzenia zewngtrznego lampy zaleca si¢ doko-
nywaé w obecnosci zglaszajacego.

P 3 iska do inip

§ 5. W ramach przygotowania stanowiska do doko-

nywania pomiaréw nalezy:

1) wiaczy¢ lampe sprawdzang i lampe, za pomoca
ktorej dokonuje si¢ sprawdzenia, w elektryczne
uklady zasilania zgodnie z rys. 1, zwracajac uwa-
g¢ na prawidtowa biegunowos¢ podtaczenia lampy
(ujemny biegun zrédta zasilania nalezy podigczyé
do trzonka gwintowanego lampy, a w przypadku
lampy z trzonkiem specjalnym — do dolnego konca
tasmy lampy),

7

Rys. 1. Schemat ukiadu elektrycznego zasilania lamp z tasma wol-

framowa: I — bateria akumulatoréw, 2 — opornik regulacyjny,

3 — zasilacz ili , 4 — lampa etal (kontrolna), § —
opornik wzorcowy, 6 — lub woltomierz

2) umocowaé lampe na statywie i wyregulowacé ostro$é
obrazu tasmy lampy. Patrzac przez uklad optyczny
pirometru nalezy ustawi¢ tame lampy w potozeniu
pionowym (za pomoca pionu),

3) wyregulowaé potozenie lampy zgodnie z rys. 2,
w zaleznosci od konstrukcji sprawdzanej lampy,

4) w przypadku, gdy lampa nie ma wskaznika ro-
boczego polozenia umieszczonego na bance, na-
nies¢ ten wskaznik zgodnie z wymaganiami § 10
ust. I, 2, 3 przepisow wymienionych w § I ust. 2.

Wyznaczanie charakterystyki termometrycznej lampy
Zasady ogdine dokonywania pomiarow

§ 6.1. Przed przystapieniem do wzorcowania (wy-
znaczania charakterystyki termometrycznej) lampy na-
lezy wykonaé czynno$ci przygotowawcze wymienione
w § S

2. Jezeli lampa nie byla starzona, nalezy ja przed
przystapieniem do wzorcowania poddac starzeniu zgod-
nie z § 11 przepisbw wymienionych w § 1 ust. 2.

3. Wzorcowania lampy nalezy dokona¢ w warunkach
okreslonych w § 13 przepisOw wymienionych w § 1
ust. 2.

4. Nalezy przestrzega¢ czasu wstgpnego nagrzewania
przyrzadéw elektrycznych przewidzianego w instrukcji
obstugi tych przyrzadow.

5. Przy nastawianiu odpowiednich wartosci tempe-
ratury tasmy lampy nalezy dokonywaé stopniowego
zwigkszania lub zmniejszania natgzenia pradu.

6. Do pomiaréw nalezy przystapi¢ po uzyskaniu
robwnowagi termicznej lampy. Czas potrzebny do osiag-
nigcia réwnowagi termicznej, mierzony od momentu
ustawienia odpowiedniej warto$ci pradu plynacego
przez tasm¢ lampy, wynosi 30 minut dla pierwszej
wartodci temperatury, w ktorej dokonuje si¢ wzorcowa-
nia, i 10 minut dla kazdej nastgpnej wartosci.

7. Wzorcowania nalezy dokona¢ dla wszystkich war-
tosci temperatury bedacych wielokrotnoscia 100°C
w catlym zakresie pomiarowym lampy sprawdzanej.
Lampe I rzedu nalezy dodatkowo wywzorcowaé

w punkcie zlota, tj. w temperaturze 1064,43°C.

8. W przypadku wzorcowania lamp I rzgdu mono-
chromator spektropirometru fotoelektrycznego powi-
nien by¢ nastawiony na nast¢gpujace parametry:

1) szczelina wejsciowa 0,5 mm,

2) szczelina wyjéciowa 1,5 mm,

3) diugo$é fali 662,6 nm.

Rys. 2. Przykiady prawidiowego ustwienia lamp: a — lampa ze wskaznikiem wizowania w postaci precika, b — lampa ze wskaznikiem wizowa-
nia w postaci wycigcia w tasmie, ¢ — lampa z dwoma oknami, / — ta$ma lampy, 2 — miejsce robocze, 3 — wskaznik wizowania, 4 — wska-
v s
Znik ustawienia
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Wzorcowanie lamp I rz¢du

§ 7.1. Wzorcowania lamp. I rzgdu dokonuje si¢ za
pomoca spektropirometru fotoelektrycznego.

2. W czasie wzorcowania nalezy utrzymywac stalg
warto$¢ pradu ptynacego przez lampg etalonowa. war-
tos¢ pradu ptynacego przez lampg¢ wzorcowang nato-
miast nalezy zmienia¢ az do momentu uzyskania zréw-
nania luminancji tasm obu lamp, tzn. do momentu spro-
wadzenia do zera wskaZznika spektropirometru.

3. Wzorcowania nalezy dokonaé w nastgpujacy spo-
sOb:

1) nastawi¢ prad plynacy przez tasme¢ lampy etalo-
nowej na warto$¢ podana w jej $wiadectwie lega-
lizacji i odpowiadajaca temperaturze, w ktorej ma
si¢ dokona¢ wzorcowania. Warto§¢ tego pradu
nalezy utrzymywac podczas dokonywania pomia-
réOw w granicach 0,2 mA;

2) wykonaé¢ dwa cykle pomiarowe: jeden w kierunku
wzrastajacych wartoéci temperatury, np. 800°C +
1400°C, drugi w kierunku wartosci malejacych,
np. 1400°C + 800°C. Dla kazdej wartosci tempe-
ratury okre$lonej w § 6 ust. 7, objetej danym
cyklem, nalegy wykonac seri¢ ztozona z trzech po-
miar6w wykonanych za pomoca spektropirometru
fotoelektrycznego. Zaleca si¢ przy tym, aby zrow-
nanie luminancji ta$my lampy etalonowe;j i taSmy
lampy wzorcowanej w kazdym nastgpnym pomia-
rze w serii nastgpowato przy odwrotnym niz w po-
przednim pomiarze kierunku zmian luminancji,
zapisa¢ w odpowiednich kolumnach tablicy 1 za-
piski sprawdzania (zalacznik 1) nastawione war-
tosci pradu ptynacego przez tasmg lampy etalo-
nowej i zmierzone wartosci pradu ptynacego przez
tasmg lampy wzorcowanej.

w

Wzorcowanie lamp Il rzgdu

§ 8.1. Wzorcowania lamp II rzgdu dokonuje si¢ za
pomoca pirometru optycznego monochromatycznego
kontrolnego.

2. W czasie wzorcowania nalezy utrzymywac stalg
warto$¢ pradu plynacego przez ta$me¢ lampy wzorco-
wanej, warto$¢ pradu ptynacego przez wiokno zaréwki
pirometru natomiast nalezy zmienia¢ az do momentu
uzyskania zrownania luminancji obserwowanej tasmy
lampy wzorcowanej i wlokna zarowki.

3. Wzorcowania nalezy dokonaé¢ w nast¢pujacy spo-
sOb:

1) w przypadku legalizacji pierwotnej nastawi¢ prad
plynacy przez widkno zarOwki pirometrycznej na
warto$¢ podang w $wiadectwie legalizacji pirome-
tru i odpowiadajacg temperaturze, w ktorej ma
si¢ dokonaé wzorcowania. Prad plynacy przez ta-

$m¢ lampy wzorcowanej regulowaé, utrzymujgc -

stalg warto$¢ pradu nastawionego, do momentu
zrébwnania luminancji tej ta$my i wiokna zarowki
pirometrycznej. W przypadku legalizacji ponow-
nej nastawi¢ prad plynacy przez tasme lampy

wzorcowanej na warto$¢ podang w ostatnim $wia-: .

dectwie jej legalizacji i odpowiadajaca temperatu-
rze, w ktorej ma si¢ dokona¢ wzorcowania,

2) warto$¢ pradu plynacego przez tasmg lampy nale-
zy utrzymywaé podczas dokonywania pomiarow
w granicach 1 mA,

3) wykona¢ dwa cykle pomiarowe: jeden w kierunku
wzrastajacych wartoéci temperatury, np. 800°C +
1400°C, drugi w kierunku wartosci malejacych,
np. 1400°C =+ 800°C. Dla kazdej wartosci tempe-
ratury, okreslonej w- § 6 ust. 7, objetej danym cy-
klem — nalezy wykonaé seri¢ ztozona z szesciu
pomiarOw za pomocg pirometru optycznego w ta-
ki sposob, aby zrownanie luminancji wiékna za-
rowki z luminancja tasmy lampy wzorcowanej
w kazdym nast¢gpnym pomiarze w serii nastgpowa-
to przy odwrotnym niz w poprzednim pomiarze
kierunku zmian luminancji,

4) zapisa¢ w odpowiednich kolumnach tablicy 2 za-
piski sprawdzania (zatacznik 1) nastawiane war-
tosci pradu ptyngcego przez tasmeg lampy wzorco-
wanej i zmierzone wartosci pradu ptyngcego przez
zarOwkg pirometru kontrolnego.

lampy
Zasady ogdlne

§ 9.1. Sprawdzenia wlasciwo$ci metrologicznych na-
lezy dokona¢ podczas legalizacji pierwotnej lamp.
Sprawdzenie to powinno poprzedzi¢ wyznaczenie cha-
rakterystyki termometrycznej wedtug § 5, § 61 § 7 lub
§ 8, w zaleznosci od rzgdu wzorcowanej lampy.

2. Wszystkie pomiary zmierzajace do ustalenia wha-
Sciwosci metrologicznych lamp nalezy wykonywaé przy
uzyciu spektropirometru fotoelektrycznego i zestawu
narze¢dzi pomiarowych i pomiarowych urzadzen pomoc-
niczych niezbednych do wzorcowania lamp I rzgdu.

czasu ustalania sig
termicznej

Sprawdzanie
réownowagi

§ 10.1. Czas ustalania si¢ rOwnowagi termicznej na-
lezy sprawdzi¢ dla najnizszej temperatury zakresu po-
miarowego lampy wzorcowanej. Czas trwania tego
sprawdzenia nie powinien by¢ krotszy niz dopuszczalna
warto$¢ czasu ustalania si¢ rownowagi termicznej, po-
dana w kolumnie 4 tablicy przepiséw- wymienionych
w § 1 ust. 2, zwigkszona o 50%.

2. Sprawdzenia nalezy dokona¢ w nastgpujacy spo-
sob:

1) ustawi¢ na lampie sprawdzanej najnizsza tempera-
turg zakresu pomiarowego, przestrzegajac przy
tym czasu wstgpnego nagrzewania lampy. Nie
zmieniajac nastawienia zasilacza, przerwaé obwéd
zasilania lampy sprawdzanej, po czym pozwoli¢
lampie na ostygnigcie przez 0,5 godziny,
zatgczy¢ ponownie obwdd zasilania lampy i w od-
stgpach czasu od 2 min do 5 min — w zaleznosci
od dopuszczalnej wartosci czasu ustalenia si¢ row-
nowagi termicznej sprawdzanej lampy — notowac «
wartosci czasu (poczawszy od momentu wigczenia

)
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pradu) i odpowiadajgce im wartosci pradu. War-
tosci te nalezy zanotowa¢ w odpowiednich kolum-
nach tablicy 3 zapiski sprawdzania (zalacznik I).

Sprawdzanie wspoétczynnika
temperaturowego

§ 11.1. Sprawdzenia wspélczynnika temperaturowe-
go dokonuje si¢ tylko dla lamp 1 rzedu w temperaturze
punktu zlota 1064,43°C.

W tym celu po nastawieniu pradu plynacego przez
tasmg lampy etalonowej, odpowiadajacego temperatu-
rze 1064,43°C, nalezy”dokona¢ dwu pomiar6w w tem-
peraturze otoczenia 20°C £2°C i 30°C +2°C wedtug
zasad ustalonych dla wzorcowania lamp (§ 7).

2. Wartosci temperatury otoczenia i odpowiadajace
im prady ptyngce przez tasme¢ lampy sprawdzanej na-
lezy wpisa¢ w kolumnach tablicy 4 zapiski sprawdzania
(zafacznik 1).

Sprawdzanie niejednorodnosdci

§ 12.1. Sprawdzenia niejednorodnosci nalezy doko-
na¢ w trzech temperaturach (najnizszej, Sredniej i naj-
wyzszej zakresu pomiarowego lampy) dla lamp I rzedu
i w $redniej temperaturze zakresu' pomiarowego dla
lamp II rzgdu. )

2. Przy ustawieniu szerokosci szczeliny wejSciowej
spektropirometru fotoelektrycznego 0,2 mm nalezy do-
konaé pigciu pomiaréw wedtug zasad ustalonych dla
wzorcowania lamp (§ 7), przesuwajac punkt wizowania
o 0,5 mm wedlug rys. 3.

1
£
2
2| T
’ 3
24 s

I
|

Rys. 3. ie punktéw sp nicjednorodnosci: 1 —
ta$ma lampy, 2 — miejsce robocze, 3 — punkty pomiarowe (0, 1,
234

3. Wartosci tempel)atury i pradu nalezy zapisa¢ w ta-
blicy 5 protokotu wzorcowania (zatacznik I). .

Sprawdzanie niestatos$ci

§ 13.1. Niestalosci lampy sprawdzanej nalezy spraw-
dzi¢ w maksymalnej temperaturze zakresu pomiarowego
W nastepujacy sposob:

1) dokona¢ jednej serii pomiar6w w temperaturze
1400°C wedtug zasad ustalonych w § 7 dla wzor-
cowania lamp, w celu wyznaczenia pradu lampy
sprawdzanej,

2) wyzarzy¢ przez 25 godzin lampg sprawdzang
w maksymalnej temperaturze zakresu pomiaro-
wego,

3) wyznadzy¢ ponownie — po ostygnigciu lampy,
— prad lampy sprawdzanej, odpowiadajacy tem-
peraturze 1400°C, wedtug zasad ustalonych w § 7
dla wzorcowania lamp.

2. Wartosci temperatury, pradu wyzarzania, czas wy-
zarzania i pradu odpowiadajgcego temperaturze 1400°C
przed i po wyzarzeniu nalezy wpisa¢ do kolumn 1, 2,
3 i 4 tablicy 6 zapiski sprawdzania (zatacznik 1).

Opracowanie i ocena wynikéw sprawdzenia

Charakterystyka termometryczna lampy

§ 14.1. Charakterystyke termometryczng lampy na-
lezy aproksymowaé, stosujac metod¢ najmniejszych

kwadratow, wielomianem w postaci
I= Ao+ At + Ax?® + .. + Ant" [
gdzie:
1 — prad lampy,
t — temperatura,
Ao ... An — szukane wspOlczynniki,
m — stopien wielomianu.

2. Szukane wspOtczynniki Ao .... A Wyznacza si¢ roz-
wiazujac ukfad réwnan liniowych: :
nAo+ (DA + (1)A2+ oo+ (MAn= (D)

(NAo+ (1A + (13)42+ + (1" A= (It)

(1" Ao+ (1" )AL+ (1) Ay + .
gdzie:
n — liczba punktow,
n n 2
(=3 t;; e =y :?; (It)=3 Lt, itp.
i i {

i

+ (1A= (It™)

3. Stopien wielomianu m nalezy tak dobraé, aby roz-
nica pomigdzy wartoscia Srednia pradu z pomiaréw
a wartoscig pradu obliczong ze wzoru [1] dla poszcze-
golnych temperatur nie przekraczala !/; wartosci bledu
wzorcowania.

4. Obliczone wartosci pradu ze wzoru [1], po pod-
stawieniu odpowiednich warto$ci temperatur wzorco-
wania, nalezy wpisa¢ w kolumng 6 tablicy 1 lub w ko-
lumng 7 tablicy 2, (zatacznik 1), w zaleznosci od rz¢du
sprawdzanej lampy.

W przypadku legalizacji wtornej lampy nalezy obli-
czyé réznice migdzy wyznaczonymi warto$ciami pradu
a wartosciami pradu podanymi w ostatnim $wiadectwie
legalizacji dla poszczegblnych temperatur. Jezeli war-
to$¢ roznicy pradow, przeliczona na jednostki tempe-
ratury, przekracza dwukrotng wartos¢ btedu wzorco-
wania dla co najmniej dwoch wartosci temperatur
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sprawdzenia, to nalezy powtornie dokona¢ sprawdzenia
niestato$ci lampy zgodnie z § 13.
5. Pochodng dI/dt oblicza si¢ ze wzoru

— = A+ U4+ 305+ + mt™ A [3]

uzyskanego ze zrézniczkowania wzoru [1].

Czas ustalania si¢ rownowagi termicznej

§ 15.1. Na podstawie wynikOw sprawdzenia czasu
ustalania si¢ réwnowagi termicznej umieszczonych
w tablicy 3 (zalacznik 1) nalezy wykona¢ wykres za-
leznosci I = f(r) jak na rys.. 4.

I14)

051057

T, 7 (min)

Rys. 4. Sposob wyznaczania czasu ustalania si¢ rownowagi termicznej

2. Po obliczeniu dI/dt ze wzoru [3] dla temperatury,
w ktorej dokonuje si¢ sprawdzenia, nalezy obliczy¢
réznicg pradu odpowiadajacg rdznicy temperatury
+0,5°C.

7 [4]

3. Na wykonanym wykresie (rys. 4) nalezy wykres-
li¢ prosta 1 rownolegla do osi 7 i styczng do konco-
wego odcinka zalezno$ci I = f{r), a naste¢pnie dwie
proste 2 i 3 odlegle od prostej 1 o wartos¢ 41, odpo-
wiadajaca réznicy temperatury rownej 0,5°C. Przecigcie
prostej 3 z wykresem zaleznosci I = f{(7) (punkt 4) wy-
znacza czas ustalania si¢ rownowagi termicznej 7z dla
sprawdzanej lampy. -Odczytana z wykresu warto$¢ 7z
nalezy zapisa¢ w tablicy 3 i porownaé z wartoscig do-
puszczalng podang w tablicy przepisbw wymienionych
w § 1 ust. 2.

Wspélczynnik temperaturowy

§. 16.1. Poszczegblne kolumny tablicy 4 (zat. 1) nale-
zy wypetni¢ w nastgpujacy sposub
1) do kolumny 3 wpisaé rdznice temperatur otocze-
nia dto, ktorych wartosci sa podane w kolumnie 1,
2) do kolumny 4 wpisaé réznicg pradow 4I, kto-
rych wartoéci sa podane w kolumnie 2,

3) do kolumny 5 wpisa¢ warto$é pochodnej dl/dt
w temperaturze punktu ziota (1064,43°C) obliczo-
ng z wzoru [3],

4) do kolumny 6 wpisaé roznicg temperatur 4z obli-
czona z wzoru

8 af
At = —
ra B
dt
5) «do kolumny 7 wpisa¢ warto$¢ wspolczynnika tem-

peraturowego 4t/ Aty, uzyskana przez podzielenie
wartoéci At z kolumny 6 przez warto$é Adto z ko-
lumny 3.

2. Wartos¢ wspoOtczynnika temperatyrowego nalezy
porownaé z wartoscig dopuszczalng podang w ta-
blicy przepisow wymienionych w § 1 ust. 2.

Niejednorodnosé

§ 17.1. Nalezy obliczy¢ roznice pomigdzy pradem
otrzymanym w punkcie $rodkowym (0) a pradami
w pozostatych punktach (n = 1 .... 4) i wpisaé je do
kolumny 5 w tablicy 5.

2. Do kolumny 6 tablicy 5 nalezy wpisaé rozmce
temperatur 4t, obliczona z wzoru

Al,
Aty = —dl— (6]
ar
gdzie:
At, — rbznica temperatur pomigdzy punktem 0

a punktem n,
AI, — roéznica pradéw odpowiadajacych punk-
towi 0 i punktowi n (z kol. 4 tablicy 5),
( dl

ar )r — pochodna w temperaturze sprawdzania ¢

obliczona ze wzoru [3].

3. Maksymalng warto$¢ rdznicy temperatur nalezy
poréwna¢ z wartoscia dopuszczalng niejednorodnosci
podang w tablicy przepisow wymienionych w § 1 ust. 2.

Niestatos¢

§ 18.1. Korzystajac z zapisu w kolumnie 4'tablicy 6
(zal. 1) nalezy obliczy¢ roznicg pradéw 41 otrzymanych
przed i po wyzarzeniu i wpisaé jej warto$¢ do kolumny
5 tejze tablicy.

2. W kolumng¢ 6 nalezy wpisa¢ warto$¢ pochodnej
dI/dt obliczona dla temperatury 1400°C wedlug wzoru
[31.

3. Korzystajac ze wzoru

Al

dl
25 pr
nalezy obliczy¢ niestalos¢ N i wpisaé jej warto§¢ do
kolumny 7 tablicy 6.

4. Obliczong warto$¢ niestatosci nalezy poréwnac
z warto$cig dopuszczalng podang w tablicy przepisow
wymienionych w § 1 ust. 2.

N = 7
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Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

§ 19.1. W wyniku stwierdzenia, ze sprawdzona lam-
pa odpowiada wymaganiom przepisow, nalezy wysta-
wié $wiadectwo legalizacji wedtug przyktadu podanego
w zataczniku 2.

2. Jezeli warto$¢ ktoregokolwiek z parametrow cha-
rakteryzujacych whasciwosci metrologiczne lampy prze-
kracza warto$é dopuszczalng, podang w przepisach wy-
mienionych w § 1 ust. 2, to sprawdzong lamp¢ mozna
zalegalizowaé jako lampe nizszego rzgdu lub odmowi¢
legalizacji w ogole.

3. Lampa nie odpowiadajaca wymaganiom przepi-
sOw wymienionych w § I ust. 2 i nie zalegalizowana
nie powinna byé¢ dopuszczona do stosowania jako na-
rz¢dzie pomiarowe.

Postanowienie koricowe
§ 20. Instrukcja wchodzi w zycie z dniem 10 grud-

nia 1986 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

wz. T. Podgodrski

Zatacznik A
ZAPISKA SPRAWDZANIA
lampy z tasma wolframowa kontrolnej I i II rzedu
. Wzorcowanie lampy I rz¢du
Tablica 1
Temperatura Prad lampy Prad lampy wzorcowanej Wartos¢ pradu lampy
wzorcowania ctalonowej obliczona z wzoru
%€ A )}
¢ f Wartos¢ $rednia A
1 2 3 4 5 6
34334 34381
800 42513 34 82 3,4357 3437
30 82
900
1000
1100
1200
1300
1400
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7
ed. zal. 1
Wzorcowanie lampy II rzedu
Tablica 2
Tetietatiisa Prad lampy Prad zarowki pirometru mA chpcruluf’a wy- Wartos¢ pradu
9, znaczona za po- | lampy obliczona
wzorcowania A Wartosé
T T e moca pirometru |z wzoru [1]
1 2 3 4 5 6 7
147,86 147,73
84 74
800 4719 83 71 147,78 800.7 4716
85 73
82 74
84 73
147,84 147,73
900 '
1000
1100 -
1200
1300
1400
Sprawdzanie wlasciwosci metrologicznych lampy
Sprawdzanie czasu ustalania si¢ rownowagi termicznej
Tablica 3
;
Czas Prad lampy Czas Prad lampy Czas Prad lam
Py
min A min A min A
0 .
5 4237
10 4,428
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Sprawdzanie wspélczynnika temperaturowego

Tablica 4
Temperatura Prad lampy dto dar dl/dr At At/ Ao
otoczenia A °¢ A A/°C °C
oC
1 2 K 4 5 6 i
21.2 6,0201
¥ z 2.
& 46520 8 0.0019 0,0086 0.22 0,028
Sprawdzanie niejednorodnosci
7
Tablica 5
Temperatura di Numer punktu Prad 1, AL = 1o - I Al
sprawdzania 1 ( ) pomiarowego A A ( o,
oC n L2
A dr
°C °C
I 2 3 4 s 6
0 42513
1 4,2507 +0,0006 +0,1
800 0,0043 2 4,2522 -0,0009 -0.2
3 4,2504 +0,0009 +0.2-
4 4,2520 -0,0007 -0.1
1200
1600
Sprawdzanie niestatosci
Tablica 6
Temperatura Prad Czas Prad odpowiada- ar dl Al
sprawdzania wyzarzania wyzarzania jacy temperaturze A '; Ni= ar
°C A h 1400°C ArC Bles
°C/h
1 5 3 s 6 7
0 11,8565
2000 1937 0,0026 0,009 0,01
25 11,8539




INSTRUKCJA O SPRAWDZANIU LAMP Z TASMA WOLFRAMOWA, KONTROLNYCH 1 i I1 RZEDU

5,866/1

Zatgeznik 2

SWIADECTWO LEGALIZACJI

Lampa z tasma 3 kontrolna rz¢du, firmy typ p
nr fabr 0 zakresie od °C do °C zostala sp
przy uzyciu w j warunkach:
1) lampa byla ustawiona w taki sposob, ze ta$ma lampy znaj sig w pi
2) miejsce robocze tasmy Iampy bylo ustawione zgodnie z ikiem do §
jacej uklad pomiarowy byt do

3) biegun ujemny baterii

Wyniki sprawdzenia

Natezenie pradu

Temperatura luminancyjna
4 2 X

Biad wzorcowania

800
900
1000

1100 !
1200
1300
1400

Warto$¢ efektywnej diugosci fali, przy ktorej dokonano sprawdzenia, wynosila 663 nm.

b w ze ia 20°C +2°C.

Wyniki sp:

Podane w §wi i wartosci

odnoszg si¢ do Migdzynarodowej Praktycznej Skali Temperatury 7 1968 roku.

Okres waznosci §wiadectwa uptywa z dniem




METROLOGIA PRAWNA

Postepowanie
oo s | Pray czynnosciach ik
I JAKOSCI metrologicznych

Zatacznlk nr 3 do Dziennika Normalizacji i Miar nr 11 z dnia 10 wrzeénia 1986 r., poz. 21

. INSTRUKCJA NR 8 : )
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOSCI
z dnia 20 czerwca 1986 r.

ogblna o spr

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzgdziach pomiaro-
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 1z 1972 r. nr 11,
poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r.
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar
i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 82 iz 1979 r.
nr 2, poz. 7) wydaje si¢ nast¢pujaca instrukcje:

Przedmiot sprawdzania

§ 1.1. Instrukcja dotyczy sprawdzania ptyt pomiaro-
wych zeliwnych i z kamienia naturalnego klasy doktad-
nosci 00, 0, 1, 2 i 3, o wymiarach od 100 mm X 100 mm
do 2500 mm X 1600 mm, zwanych dalej ,plytami,
uzywanych jako ptaszczyzny odniesienia przy pomia-
rach, do sprawdzania doktadnosci powierzchni ptaskich
(np. przez tuszowanie) oraz przy pracach traserskich.

2. Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-81/
M:53099 ,Ptyty pomiarowe*.

3. Plyty z kamienia naturalnego, np. ptyty granitowe,
nie objete norma PN-81/M-53099 powinny spetniaé¢ wy-
magania tej normy odnoszace si¢ do dopuszczalnych
bledow plaskosci powierzchni pomiarowej.

Narzedzia pomiarowe i urzadzenia pomiarowe

piyt p ych

2) farbg plakatowa ewentualnie olejna koloru niebies-

kiego,

3) kwadrat kontrolny w postaci plytki z cienkiej bla-

chy lub kartonu z wycigtym kwadratem o bokach
25 mm X 25 mm.

2. Narzgdzia pomiarowe stosowane do wyznaczania
biedu plaskosci powierzchni pomiarowej ptyt w zalez-
nosci od metody pomiaru, klasy doktadnosci i wymia-
réw plyty podane sa w tablicy.

Miejsce, na ktorym nalezy ustawic

Zwierciadlo b poziomnice.~

o/t

Waleczki o dlugosci 25mm!

Rys. 1. Schemat d P g0 mostka do
lub icy: 1 — odleglos¢ miedzy w i zalezna od wy-
miarow sprawdzanej plyty. Pozostale wymagania jak dla liniatow

do sprawd

§ 2.1. Do okreslania liczby §ladow przylegania skro-
banej powierzchni pomiarowej plyt zaleca si¢ stosowac:
1) kontrolng plyt¢ pomiarowa o wymiarach co naj-
mniej 250 mm X 250 mm, lecz nie przekraczaja-
cych wymiaréw 630 mm X 400 mm, wedtug PN-81/
M-53099. Klasa doktadnosci ptyty kontrolnej po-
winna by¢ wyzsza od klasy doktadnosci sprawdza-
nej plyty, przy czym w przypadku sprawdzania
plyt klasy doktadnosci 00 i O ptyta kontrolna moze
by¢ tej samej klasy doktadno$ci. Zamiast plyty kon-
trolnej moze by¢ zastosowany kontrolny liniat po-
wierzchniowy o dlugosci nie wigkszej niz
1000 mm wedtug PN-74/M-53180. Klasa doktadno-
$ci liniatu kontrolnego powinna by¢ wyzsza od
klasy dokfadnosci sprawdzanej plyty, przy czym
w przypadku sprawdzania plyt klasy doktadnosci
00 i O liniat kontrolny moze by¢ tej samej klasy
doktadnosci,

h o i migdzy i rownej 100 mm i sze-
rokosci liniatu 25 mm wedtug PN-62/M-53354

Rys. 2. Schemat przyrzadu czujnikowego stosowanego do spraw-

dzania plaskosci plyty pomiarowej: / — liniat powierzchniowy, 2 —

koncowka kulista, 3 — czujnik pomiarowy, 4 — sprezyny plaskie,
5 — podstawa czujnika, 6 — sprawdzana piyta pomiarowa
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Klasa do-
ktadnosci
piyty

Wymiary ptyt
mm

Metoda
pomiaru

Narzedzia pomiarowe i urzadzenia pomiarowe
pomocnicze

2

3

4

00

od 100x100 do
2500X 1600

Metoda pozornych przekrojow
z zastosowaniem autokolimatora

n3 o warto-

1) luneta
Sci 0,25

2) plaskie zwierciadto z bledem nic przekraczajacym
0,06 pm:

3) y mostek p v do ia zwier-
ciadia wedlug rys. 1 lub linial sinusowy z odlegloscia
migdzy osiami walkow wynoszaca 100 mm i diugoscia
watkéw rowna 25 mm wedtug PN-79/M-53354 dla piyt

vina 2 dziatka

. 0 wymiarach 400 mm X 400 mm i wigkszych:

4) przymiar kreskowy sztywny o.dlugosci rownej co naj-
mniej dlugosci przekatnej sprawdzanej plyty

od 100X100 do
2500X1600

Metoda pozornych przekrojow

z zastosowaniem autokolimatora

1) luneta autokolimacyjna z dziatka elementarng o war-
tosci 17

2) plaskie zwierciadio z bigdem plaskosci nic przekracza-
Jacym 0,12 pm;

3) dwuoporowy mostek p do ia zwier-

ciadla wediug rys. 1 lub linial sinusowy 7 odlegloscia

micdzy osiami walkow wynoszaca 100 mm i dhigoscia

watkéw rowng 25 mm wedtug PN-79/M-53354 dla piyt

o wymiarach 400 mm X 400 mm i wigkszych:

przymiar kreskowy sztywny o dhugosci rownej co naj-

mniej dlugosci przekgtnej sprawdzanej piyty

s

od 250X250
do 2500x1600

Metoda pozornych przekrojéw
2 zastosowaniem poziomnicy

3} i ica 'z dziatkg ng o wartosci

001 mm/m (. ), np. poziomnica koincydencyjna:

P y mostek pi do po-

ziomnicy wedtug rys. 1 lub lmul sinusowy z odlegto-

Scig migdzy osiami watkow wynoszaca 100 mm i diu-

goscia watkow rowng 25 mm wedlug PN-79/M-53354

dla plyt o wymiarach 400 mm X 400 mm i wi¢kszych:

3) przymiar kreskowy sztywny lub przymiar koficowo-

-kreskowy sztywny o diugo$ci rownej co najmniej wy-
miarowi L sprawdzanej plyty

od 100X100 do
25001600

Metoda pozornych przekrojow
2z zastosowaniem liniatu powierz-
chniowego i przyrzadu czujniko-
wego

1) liniat powierzchniowy prostokatny, dwutcowy lub
uzebrowany klasy dokladnosci ( wedlug PN-74/
M-53180 o diugosci zaleznej od wymiarow plyty:

2) dwie plytki podporowe:

3) czujnik pomiarowy z dzialky elementarna o wartosci
0,001 mm:

4) podstawa do zamocowania czujnika na plaskich spre-
Zynach wedlug rys. 2

Metoda pozornych przekrojow
2 zastosowaniem liniatu powierz-
chniowego i ptytek wzorcowych

1) linial powierzchniowy prostokatny, dwuteowy lub
uzebrowany klasy dokladnosci 0 wedlug PN-74/
M-53180 o diugosci zaleznej od wymiarow plyty:

2) plytki wzorcowe o stopniowaniu 0,001 mm i 0,01 mm,
klasy dokladnosci 0 wedlug PN-72/M-53101

od 100X100 do
2500X1600

Metoda pozornych przekrojow
2 zastosowaniem autokolimatora

1) luneta autokolimacyjna z dziatka elementarna o war-
tosci 2"

2) plaskie zwierciadlo z blgdem plaskosci nie przekracza-
jacym 0.12 pm:

3) dwuoporowy mostek pomiarowy do ustawienia zwier-

ciadta wedlug rys. 1 lub linial sinusowy z odlegioscia

migdzy osiami walkéw wynoszaca 100 mm i diugoscia

watkow rowna 25 mm wedtug PN-79/M-53354 dla ply(

o wymiarach 400 mm X 400 mm i wickszych;

przymiar kreskowy sztywny o dtugosci rownej co naj-

mniej diugosci przekatnej sprawdzanej ptyty

&

od 250x250 do
2500X 1600

Metoda pozornych przckrojow
z zastosowaniem poziomnicy

poziomnica z dzialkg elementarna o wartosci
0,02 mm/m (tj. 4);

2) dwuoporowy mostek pomiarowy do ustawienia po-
ziomnicy wedlug rys. 1 lub linial sinusowy z odlegto-
Scig migdzy osiami watkow wynoszacg 100 mm i diu-
godcig watkéw réwna 25 mm wedtug PN-79/M-53354
dla plyt o wymiarach 400 mm X 400 mm i wigkszych;
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¢d. tablicy
Klasa do- Wymiary plyt Metoda Narzedzia p. i urzadzenia p
Ktadnosci © mm pomiaru pomocnicze
plyty I
1 2 3 4
. : 3) przymiar kreskowy sztywny lub przymiar koficowo-
~kreskowy sztywny o dhugosci réwnej co najmnicj wy-
miarowi L sprawdzanej plyty
od 100X100 do Metoda pozornych przekrojow | 1) liniai powierzchniowy prostokatny, dwuteowy lub
2500X1600 7 zastosowaniem liniatu powierz- uzebrowany klasy dokladnoéci | wedtug PN-74/
chniowego i przyrzadu czujniko- M-53180 o dlugoici zaleznej od wymiarow plyty:
wego 2) dwie plytki podporowe:
3) czujnik pomiarowy z dziatka elementarng o wartosci
0,002 mm;
4) podstawa do zamocowania czujnika na plaskich spre-
zynach wedlug rys. 2
Metoda pozornych przekrojow | 1) liniat powierzchniowy prostokatny, dwuteowy lub
2 zastosowaniem linialu powierz- uzebrowany klasy dokladnosci 1 wedlug PN-74/
chniowego i plytek wzorcowych M-53180 o dlugosci zaleznej od wymiaréw plyty:
‘ 2) plytki wzorcowe o stopniowaniu 0,01 mm klasy do-
ktadnosci 0 wedlug PN-72/M-53101
3 od 250x250 do Metoda pozornych przekrojow 1) linial powierzchniowy uzebrowany klasy dokiadnosci 2
2000%1000 z zastosowaniem liniatu powierz- wedlug PN-74/M-53180 o dlugosci zaleznej od wymia-
chniowego i przyrzadu czujniko- row plyty:
wego 2) dwie plytki podporowe;
3) czujnik pomiarowy z dzialkg elementarng o wartosci
0,01 mm;
4) podstawa do zamocowania czujnika na plaskich spre-
zynach wedlug rys. 2
Metoda pozornych przekrojow | 1) liniat powi Klasy dokladnosci 2
z zastosowaniem liniatu powierz- wedtug PN-74/M-. 53180 o dlugocc: zaleznej od wymia-
’ chniowego i plytek wzorcowych row piyty;
2) plytki wzorcowe o stopniowaniu 0,01 mm klasy do-
kladnosci 1 wediug PN-72/M-53101

Uwaga: Dopuszcza sig stomv\.amc innych narzedzi ponnarowych i urzadzen pomiarowych pomccmuych jezeli odpowiadajg one pod
w tablicy (np. do sp ia plyt klasy dokladnosci 00 moze byé v liniat
optyczny z dziatka elementarng o wartosci 0,5 pm). i

3) plyty o wymiarach 1000 mm X 630 mm i wigksze
— uzytkowane, powinny by¢ sprawdzane bezpo-
$rednio na miejscu ich uzytkowania,

4) przy wyznaczaniu bledu ptaskosci ptyt za pomoca
poziomnicy powierzchnia pomiarowa ptyty powin-
na by¢ wypoziomowana. Do sprawdzenia wypozio-
mowania nalezy uzy¢ poziomnicy z dziatka elemen-
tarna o warto$ci 0,02 mm/m. Przemieszczenie pg-
cherzyka poziomnicy wzgledem pofozenia zerowe-
go mierzone w §rodku plyty nie powinno przekra-
cza¢ dwoch dzialek elementarnych podziatki, nato-
miast w pozostatych miejscach ptyty pecherzyk po-
winien znajdowac si¢ w zakresie podziatki po-
ziomnicy. W przeciwnym przypadku nalezy doko-
na¢ regulacji potozenia plyty, po czym przystapi¢
do jej sprawdzania dopiero po uptywie co najmmniej
24 godzin.

Warunki sprawdzania

§ 3. Sprawdzenia ptyt nalezy dokonywaé w nastgpu-

jacych warunkach:

1) pomieszczenie, w ktorym dokonuje si¢ sprawdze-
nia, powinno by¢ jasne, czyste, odizolowane od
wstrzasow. Temperatura powietrza w tym pomie-
szczeniu powinna wynosi¢ 20°C z nastgpujacymi
dopuszczalnymi odchyleniami:

+3°C — w przypadku sprawdzahia plyt klasy do-
ktadnosci 00,

+4°C — w przypadku sprawdzania ptyt klasy do-
ktadnosci 011,

+6°C — w przypadku sprawdzania ptyt klasy do-
kiadnosci 2 i 3,

przy dopuszczalnej zmianie temperatury w prze-
strzeni roboczej 1°C. Wzgledna wilgotnos¢ powie-
trza nie powinna przekracza¢ 80%,

2) sprawdzana ptyta powinna by¢ doktadnie przemyta
w benzynie lub innym odpowiednim rozpuszczalni-
ku i wytarta sucha, czysta $ciereczka; w tym stanie
powinna znajdowac si¢ w pomieszczeniu, w ktorym
dokonuje si¢ sprawdzema przez co najmniej
12 godzin,

Czynno$ci sprawdzania

§ 4. Sprawdzanie plyt obejmuje nastgpujace czyn-
nosci:
1) sprawdzenie stanu ogdlnego,
2) okreslenie liczby $ladow przylegania skrobanej
powierzchni pomiarowej,
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3) wyznaczenie bledu ptaskosci powierzchni pomia-
rowej,
4) ustalenie klasy dokladnosci.

Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie stanu ogélnego

§ 5. W toku ogledzin zewngtrznych nalezy spraw-
dzi¢:

1) czy w widocznym miejscu plyty zostaly wykonane

w sposéb trwaty oznaczenia jej wymiarow, klasy do-
ktadnosci (z wyjatkiem klasy doktadnoéci 3) i zna-
ku wytworcy,

2) czy na powierzchni pomiarowej ptyty nie znajduja
si¢ rysy, peknigcia, pory, wykruszenia, obce wtrace-
nia i inne uszkodzenia, ktore obnizalyby jej jakos¢,

3) czy krawedzie ptyty nie s ostre,

4) czy plyta zeliwna nie przyciaga drobnych kawatk 6w
zelaza na skutek wlasciwosci magnetycznych. Plyte
wykazujacg takie oddziatywanie nalezy przed jej
dalszym sprawdzaniem odmagnesowa¢.

Okreélanie liczby $ladéw przylegania skrobanej powierzchni
pomiarowej

§ 6.1. W celu okreslenia liczby $ladow przylegania
skrobanej powierzchni pomiarowe;j plyty nalezy pokryé
powierzchni¢ pomiarowa piyty kontrolnej lub liniatu
kontrolnego bardzo cienka i rOwnomierng warstwg far-
by plakatowej, ewentualnie olejnej, koloru niebieskiego,
a nastgpnie t¢ powierzchni¢ przylozy¢ do sprawdzanej
powierzchni ptyty pomiarowej. Jezeli wymiary piyty lub
liniatu kontrolnego sa wigksze od wymiar6w sprawdza-
nej plyty, wowczas sprawdzang powierzchnig nalezy na-
tozyé na powierzchni¢ pokryta farba. Nastgpnie nalezy
gbrng powierzchni¢ przesuwaé kilkakrotnie w réznych
kierunkach, aby nastapito pokrycie farba wypuktych
miejsc sprawdzanej powierzchni.

Po takim przygotowaniu sprawdzanej powierzchni
nalezy na nig natozyé plytke z cienkiej blachy lub kar-
tonu z wycietym kwadratem o bokach 25 mm X 25 mm
w kilku dowolnych miejscach i w kazdym z tych miejsc
zliczyé zafarbowane punkty, bedace punktami styku
sprawdzanej powierzchni z powierzchnia kontrolng.

2. Znaleziona najmniejsza liczba $ladéw przylegania
powierzchni  kontrolnej do powierzchni sprawdzanej
$wiadczy o jakosci skrobania powierzchni sprawdzanej
i jest nastgpnie uwzgledniana przy ustalaniu klasy do-
ktadnosci plyty.

Wyznaczanie bledu plaskosci powierzchni pomiarowej

§ 7. Blad plaskosci powierzchni pomiarowej plyty
nalezy wyznaczy¢ jedng z metod podanych w tablicy
w zaleznosci od klasy doktadnosci i wymiarow ptyty.

Ustalanie klasy doktadnosci piyty

§ 8. Na podstawie otrzymanych wynikéw sprawdze-
nia nalezy ustali¢ klas¢ dokladnosci ptyty.

" Jezeli uzyskane parametry plyty, tj. liczba $ladow
przylegania skrobanej powierzchni pomiarowej i btad
plaskosci powierzchni pomiarowej maja wartosci kwali-
fikujace ptytg do dwu r6znych klas dokfadnosci, to ply-
te zalicza si¢ do klasy dokladnosci nizszej.

Dok

wynikéw spr

§ 9.1. Wyniki sprawdzenia plyty nalezy odnotowaé
w jejkarcie ewidencyjnej lub $wiadectwie sprawdzenia.

2. Karta ewidencyjna powinna zawiera¢ ponadto na-
stepujace dane: numer inwentarzowy, nazwg wytwor-
ni, symbol plyty, jej wymiary i klas¢ doktadnosci oraz
date sprawdzenia i podpis sprawdzajacego.

3. Kart¢ ewidencyjna lub $wiadectwo sprawdzenia
nalezy przechowywa¢ w laboratorium pomiarowym.

Czynnosci koricowe

§ 10. Po sprawdzeniu ptyty wszystkie jej powierzch-
nie nie zabezpieczone trwale przed korozja, jak row-
niez uzyte do sprawdzenia narzedzia, nalezy przemy¢
w benzynie i nastgpnie pokry¢ cienka warstwg wazeliny
technicznej lub inng zmywalng warstwa ochronna.

Postanowienie koficowe

§ 11. Instrukcja wchodzi w zycie z dniem 10 grud-
nia 1986 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci
wz. T. Podgorski
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INSTRUKCJA NR 9

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACIJI,

MIAR 1 JAKOSCI

z dnia 20 czerwca 1986 r.
o sprawdzaniu plyt pomiarowych za pomoc3 poziomnicy

Na podstawie art. 8 ust. I pkt 1 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o miarach i narzg¢dziach pomiaﬁ»;
wych (Dz. U. z 1966 r. nr 23, poz. 148 i z 1972 r.
nr 11, poz. 83) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca
1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji,
Miar i Jakosci (Dz. U. z 1972 r. nr 11, poz. 821z 1979r.
nr 2, poz. 7) wydaje si¢ nastgpujaca instrukcje:

Przedmiot sprawdzania

§ L.1. Instrukcja dotyczy sprawdzania plyt pomia-
rowych klasy dokladnosci 0, 1, 2 i 3 o wymiarach
co najmniej 250 mm X 250 mm, zwanych dalej ,pty-
tami“, za pomocg poziomnicy i dwuoporowego mostka
pomiarowego metoda. pozornych przekrojoéw.

2. Piyty powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-81/
M-53099 . Ptyty pomiarowe".

3. Plyty granitowe nie obj¢te norma PN-81/M-53099
powinny spetnia¢é wymagania tej normy odnoszace si¢
do dopuszczalnych bledéw plaskosci powierzchni po-
miarowej.

Narzedzia pomlarowe i urzadzenia pomiarowe
do spr i

§ 2. Do sprawdzania pltyt zaleca si¢ stosowac:

1) poziomnicg z dziatka elementarna o wartosci
0,01 mm/m (tj. 2”), np. poziomnicg koincydencyjna,
w przypadku sprawdzania ptyt klasy doktadnosci
0 i 1, lub poziomnicg z dziatkg elementarng o war-
tosci 0,02 mm/m (tj. 4”) w przypadku ptyt pozo-
statych klas doktadnosci,

2) dwuoporowy mostek pomiarowy do ustawiania po-
ziomnicy (wedtug rys. 1) lub liniat sinusowy, kt6-
rego odleglosci migdzy osiami watkéw wynosza
100 mm a dtugos$¢ watkow jest rowna 25 mm, we-
diug PN-79/M-53354, w przypadku sprawdzania
plyt o wymiarach 400 mm X 400 mm i wigkszych,

3) kontrolng plyt¢ pomiarowa o wymiarach co naj-
mniej 250 mm X 250 mm, lecz nie przekraczajacych
wymiaru 630 mm X 400 mm, wedlug PN-81/
M-53099, w przypadku sprawdzania ptyt obrobio-
nych przez skrobanie. Klasa doktadnosci ptyty kon-
trolnej powinna by¢ wyzsza od klasy dokfadnosci

plyty sprawdzanej: w przypadku sprawdzania ptyt
klasy doktadnosci 0 ptyta kontrolna moze by¢ tej
samej klasy doktadnosci. Zamiast ptyty kontrolnej
moze by¢ zastosowany kontrolny linial powierzch-
niowy o dhugosci nie wigkszej niz 1000 mm wedtug
PN-74/M-53180. Klasa doktadnosci liniatu kon-
trolnego powinna by¢ wyzsza od klasy doktadnosci
plyty sprawdzanej; w przypadku sprawdzania ptyt
klasy dokfadnosci 0 linial kontrolny moze by¢ tej
samej klasy doktadnosci,

Miejsce, na ktorym nalezy ustawic
poziomnice

Waleczki o dlugosci 25mm

Rys 1. Schemat dwuuporowego mostka pomiarowego do ustawienia

it tos¢ migdzy wateczkami, zalezna od wymiaréw

j plyty. Pozostat jak dla liniatéw sinuso-

\\wh o odleglo$ci migdzy wateczkami réwnej 100 mm i szemko§cn li-
niatu 25 mm wedlug PN-62/M-53354

4) przymiar kreskowy sztywny lub przymiar koficowo-
-kreskowy sztywny o dlugosci rOwnej co najmniej
wymiarowi L sprawdzanej ptyty. Jako przymiar
moze by¢ wykorzystana prowadnica suwmiarki we-
dhug PN-80/M-53130,

5) kwadrat kontrolny w postaci plytki z cienkiej bla-
chy lub kartonu z wycigtym kwadratem o bokach
25 mm X 25 mm w przypadku sprawdzania ptyt
obrobionych przez skrobanie,

6) farbg plakatowa ewentualnie olejng koloru niebies-
kiego w przypadku sprawdzania plyt obrobionych
przez skrobanie.
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Warunki sprawdzania

§ 3. Sprawdzenia plyt nalezy dokonywaé w nastgpu-

jacych warunkach:

1) pomieszczenie, w ktorym dokonuje sig¢ sprawdze-
nia, powinno by¢ jasne, czyste, odizolowane od
wstrzaséw. Temperatura powietrza w tym pomie-
szczeniy powinna wynosi¢ 20°C z nastgpujacymi
dopuszczalnymi odchyleniami:
+4°C — w przypadku sprawdzania ptyt klasy do-
kladnosci 011 1,
+6°C — w przypadku sprawdzania ptyt klasy do-

*ktadnosci 21 3,

przy dopuszczalnej zmianie temperatury w prze-
strzeni-roboczej 1°C. Wzglgdna wilgotnos$é powne-
trza nie powinna przekracza¢ 80%,

sprawdzana piyta powinna by¢ doktadnie przemyta
w benzynie lub innym odpowiednim rozpuszczalni-
ku i wytarta sucha, czysta Sciereczka; w tym sta-
nie powinna znajdowacé si¢ w pomieszczeniu, w kto-
rym dokonuje si¢ sprawdzenia, przez co najmniej
12 godzin,

plyty o wymiarach 1000 mm X 630 mm i wigksze
— uzytkowane — powinny by¢ sprawdzane bezpo-
$rednio na miejscu ich uzytkowania,

4) powierzchnia pomiarowa ptyty powinna by¢ wypo-
ziomowana. Do sprawdzenia wypoziomowania
nalezy uzyé poziomnicy z dziatka elementarng
o wartosci 0,02 mm/m. Przemieszczenie pgche-
rzyka poziomnicy wzgledem potozenia zerowego,
mierzone w §rodku plyty, nie powinno przekra-
czaé¢ dwoch dzialek elementarnych podziatki, nato-
miast w pozostatych miejscach ptyty pecherzyk po-
winien znajdowa¢ si¢ w zakresie podziatki poziom-
nicy. W przeciwnym przypadku nalezy dokonaé
regulacji potozenia plyty, po czym przystapi¢ do
jej sprawdzenia dopiero po uplywie co najmniej
24 godzin. -

2

3

Czynnoéci sprawdzania

§ 4. Sprawdzanie plyt obejmuje nastepujqée czyn-
nosci:

1) sprawdzenie stanu ogdlnego,

2) okredlenie liczby $ladow przylegania skrobanej
powierzchni pomiarowej,

3) wyznaczenie btedu ptaskosci powierzchni pomiaro-
wej,

4) ustalenie klasy doktadnosci.

Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie stanu ogélnego

§ 5. W toku ogledzin zewngtrznych nalezy spraw-
dzié:
1) czy w widocznym miejscu plyty zostaly’wykonane
w sposob trwaly oznaczenia wymiaréw, klasy do-
kladnosci (z wyjatkiem klasy dokfadnosci 3)
i znaku wytworcy,

2) czy na powierzchni pomiarowej ptyty nie znajduja
si¢ rysy, peknigcia, pory, wykruszenia, obce wtrg-
cenia i inne uszkodzenia, ktore obnizalyby jej ja-
kos¢,

3) czy krawedzie plyty nie s ostre,

4) czy plyta zeliwna nie przycigga drobnych kawat-
kow zelaza na skutek wiasciwosci magnetycznych.
Plyt¢ wykazujaca takie oddziatywanie nalezy przed
jej dalszym sprawdzeniem odmagnesowac.

O liczby $ladéw p gani;

§ 6.1. W celu okreslenia liczby $ladow przylegania
skrobanej powierzchni pomiarowej ptyty nalezy pokry¢
powierzchni¢ pomiarowa ptyty kontrolnej lub liniatu
kontrolnego bardzo cienka i rownomierng warstwa far-
by plakatowej, ewentualnie olejnej, koloru niebieskiego,
a nastgpnie t¢ powierzchni¢ przytozy¢ do sprawdza-
nej powierzchni plyty pomiarowej. Jezeli wymiary pty-
ty lub linialu kontrolnego sa wigksze od wymiarow
sprawdzane_] plyty, wowczas sprawdzana powierzchnig
nalezy na{ozyc na powierzchni¢ pokryta farba. Nastgp-
nie nalezy gbrna powierzchni¢ przesuwac kilkakrotnie
w roznych kierunkach, aby nastgpito pokrycie farba
wypuktych miejsc sprawdzanej powierzchni.

Po takim przygotowaniu sprawdzanej powierzchni
nalezy na nig natozy¢ plytke z cienkiej blachy lub kar-
tonu z wycigtym kwadratem o bokach 25 mm X 25 mm
w kilku dowolnych miejscach i w kazdym z tych miejsc
zliczyé zafarbowane punkty, bedace punktami styku
sprawdzanej powierzchni z powierzchnig kontrolng.

2. Znaleziona najmniejsza liczba $ladow przylegania
powierzchni kontrolnej do powierzchni sprawdzanej
$wiadczy o jakosci skrobania powierzchni sprawdzanej
i jest nastgpnie uwzgledniana przy ustalaniu klasy do-
kiadnosci ptyty.

Wyznaczanie biedu plaskosci powierzchni pomiarowej

§ 7.1. Wyznaczanie bledu plaskosci powierzchni po-
miarowej plyty za pomocg poziomnicy i dwuoporowe-
go mostka pomiarowego polega na wyznaczeniu odchy-
lefi od prostoliniowo$ci w réwnolegtych przekrojach
wzdluznych i minimum w jednym przekroju poprzecz-
nym. Baza wyjéciowa przy tych pomiarach jest ptasz-
czyzna pozioma i dlatego model matematyczny spraw-
dzanej powierzchni, wigzacy uzyskane odchylenia od
prostoliniowosci w jedng cato$¢, w przypadku tej meto-
dy jest uproszczony.

2. Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy usta-
li¢ liczbe przekrojow (wzdtuznych i jednego poprzecz-
nego) i punktéw pomiarowych na tych przekrojach,
tj. punktéw, w ktorych beda dokonane pomiary w celu’
wyznaczenia bledu plaskosci piyty.

Przy ustalaniu tych punktow zaleca sig, aby odlegto-
éci migdzy punktami pomiarowymi 1 w przekroju po-
przecznym byly takie same jak w przekrojach wzdiuz-
nych #,, tzn. aby t2 = 1 = t (rys. 2). Jednoczesnie
zaleca sig,aby na krafcach plyty pozostawi¢ tzw. stre-
fy kraficowe a i b, na ktorych nie beda dokonywane po-
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Rys. 2. Plan sprawdzanej powierzchni z siatka punktéw pomiarowych: L — dlugos¢ pyty, LN — diugos¢ siatki punktow pomlarowych B—

szerokos$¢ plyty, BN — szerokos¢ siatki punktéw pomiarowych, a, b — strefa kraficowa, 1= 1=t — odlegtos¢ migdzy ymi
w przekrojach z i ych, ia cyfrowe 0, 1, 2, ... — oznaczenia punkléw pomiarowych w kazdym prz:km)u wzd{uzA
nym, oznaczenia literowe A, B, C, ... — oznaczenia Kolejnych pnekrojow znych i j punktéw p y

poprzecznego

miary plaskosci. Strefa kraficowa a powinna wynosi¢
(0,01 + 0,05) - L, a strefa kraficowa b powinna zawiera¢
si¢ w granicach (0,01 + 0,05) - B,

Dodatkowo wymaga si¢, aby minimalna liczba punk-
tow pomiarowych w przekrojach wzdtuznych i przekro-
ju poprzecznym (réwnowazna z liczba przekrojow
wdtuznych) w zaleznosci od wymiaru L (dla przekrojow
wzdtuznych) lub wymiaru B (dla przekrojow poprzecz-
nych) nie byla mniejsza od podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna liczba punktéw pomiarowych

Wymiar L lub B plyty Minimalna liczba
mm 3 punktéw pomiarowych

250 3
400
630
1000
1600
2000

v 0V ann

2500

3. Po ustaleniu liczby przekrojéw i liczby punktow
pomiarowych nalezy na kartce papieru narysowaé plan
powierzchni pomiarowej plyty z siatkg tych punktéw
pomiarowych zgodnie z rys. 2.

W celu zapewnienia prawidfowo$ci wyznaczenia blg-
du plaskosci powierzchni pomiarowej plyty za pomoca
poziomnicy i dwuoporowego mostka pomiarowego
wszystkie pomiary odchylen od prostoliniowosci w kaz-
dym przekroju wzdtuznym nalezy zaczyna¢ od skraj-
nego odcinka potozonego z lewej strony w stosunku
do sprawdzajacego, natomiast kolejnos¢ przekrojow
wzdluznych i punktéw pomiarowych przekroju po-
przecznego powinna nastgpowaé w kierunku od spraw-
dzajacego. Z tego powodu punktom w kazdym prze-

- kroju wzdtuznym nalezy nada¢ numery 0, 1, 2, 3, ... za-
czynajac od skrajnego lewego punktu przekroju, a prze-

krojom wzdtuznym — oznaczenia literowe 4, B, C, ...,
ktore jednocze$nie okreslaja punkty pomiarowe prze-
kroju poprzecznego.

Przyktad planu sprawdzanej powierzchni z siatka
punktéw pomiarowych przedstawia rys. 2.

4. Zgodnie z przygotowana siatka punktéw pomia-
rowych nalezy nastgpnie nanie$¢ na bocznych powierz-
chniach plyty znaki naprzeciw sprawdzanych punktoéw.

Réwniez na gornej powierzchni przymiaru kresko-
wego lub prowadnicy suwmiarki, wzdtuz ktdrej bedzie
przesuwany .dwuoporowy mostek pomiarowy, nalezy
zaznaczy¢ znaki odpowiadajace ustalonej odlegtosci ¢
mi¢dzy punktami pomiarowymi.

'S. Przymiar kreskowy lub prowadnicg suwmiarki na-
lezy potozy¢ na sprawdzanej plycie tak, aby boczna
powierzchnia tego przymiaru lub prowadnicy byta row-
nolegta do pierwszego przekroju wzdtuznego i aby mo-
gla by¢ wykorzystana jako prowadzenie dla dwuopo-
rowego mostka pomiarowego z poziomnicg wzdluz
sprawdzanego przekroju.

Nastepnie nalezy poziomnicg zamocowaé na mostku
pomiarowym z ustalona odlegloscia 7 migdzy oporami
i mostek ten ustawi¢ na pierwszy odcinek sprawdza-
nego przekroju ograniczony punktami 0 i 1. Po do-
konaniu pierwszego odczytania wskazania poziomnicy
a1, mostek z poziomnica nalezy ustawiaé kolejno na
nastgpne odcinki sprawdzanego przekroju (I-2, 2-3-
itd.) i odczyta¢ wskazania poziomnicy az, @3, ..., @n
z uwzgl¢dnieniem znaku.

Przykiad zapisu otrzymanych wynikéw pomiaréw dla
jednego przekroju podano w tablicy 2. W tablicy tej
pierwsze wskazanie poziomnicy a; (ewentualnie obli-
czone jako $rednia z wskazan obu koficow pecherzyka
ai i b) nalezy zapisa¢ w rzedzie odpowiadajacym punk-
towi oznaczonemu numerem 1, gdyz w punkcie prze-

" kroju oznaczonym numerem 0 odchylenie jest zerowe.
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Tablica 2. Przyktadowy zapis wynikéw pomiaréw dla przekroju 4

Numer punktu Wskazanie poziomnicy Réinica w wysokosci | Wspbirzedne g;
pomiarowego . . - 5 migdzy kolejnymi punktéw krzywej
lewy koniec pgche-| prawy koniec peche: _ ai + b; punktami pomiaro- profilu
rzyka rzyka o= = e |
4 5 wymi b = C - a q-Zh
dzel. dzel, dzeel wm 4 e
0 = = . i 0
1 +2,4 +2,6 +2,5 +5 +5
2 -0.4 -0,6 -0.5 -1 +4
3 +2,8 +32 +3,0 +6 +10
4 -0,8 -1,2 -1,0 -2 +8
C=48-10° -t -7 (um)
t =100 mm '
=4
C=48 10" 100 - 4 pm = 2 pm
1
6. W przypadku zastosowania do pomiaru poziom- lub:
nicy koincydencyjnej lub elektronicznej ustalenie znaku C=f:mn (um) [31
wskazania nie nastrgcza trudno$ci. Natomiast przy za-  gdzie:

stosqwaniu zwyklej poziomnicy cieczowej nalezy dla
kazdego odcinka sprawdzanego przekroju odczytaé
przemieszczenie pecherzyka ampulki poziomnicy wzglg-
dem zerowych kresek. Za zerowe kreski przyjmuje si¢
umownie dwie diugie kreski, umieszczone symetrycznie
wzgledem punktu zerowego poziomnicy, w odlegtosci
migdzy nimi roéwnej dlugosci pegcherzyka.

Przemieszczenie lewego konca pecherzyka a; nalezy

* okredli¢ w stosunku do lewej zerowej kreski podziatki,

. a przemieszczenie prawego konca pecherzyka b —
wzgledem prawej kreski. Przy przemieszczeniu konca
pecherzyka w prawo od odpowiedniej kreski nalezy od-
czyta¢ wskazanie ze znakiem ,+%, a przy przemieszcze-
niu w lewo ze znakiem ,-“.

Przemieszczenia obu koficow pecherzyka, lewego a:
i prawego b;, nalezy odczyta¢ z doktadnoscig do 0,1
dziatki elementarnej podziatki, a nast¢pnie obliczy¢
warto$¢ $rednig wskazania poziomnicy a;

7. Po dokonaniu pomiaréw w pierwszym przekroju
wzdtuznym 4, nalezy mostek pomiarowy z poziomnica
przestawi¢ na pozostate przekroje wzdluzne i poprzecz-
ny i w analogiczny sposéb dokona¢ dalszych pomiaréw.

8. Nastepnie nalezy przystapi¢ do obliczen wspdi-
rzednych punktéw krzywej profilu kazdego przekroju.

W tym celu w pierwszej kolejnosci nalezy dla kazde-
go odcinka sprawdzanego przekroju obliczyé o ile ka-
zdy nastgpny punkt jest potozony wyzej lub nizej w sto-
sunku do poprzedniego.

Obliczenia tego nalezy dokona¢ wedtug wzoru [1] lub

31

hi=C" a (um) [
w ktérym:
a; — wskazania poziomnicy w dziatkach elementar-
nych,
C=48-10"-¢t-mn (nm) 2]
gdzie:

t — odlegto$¢ migdzy oporami mostka pomiarowe-
go w milimetrach (mm),

71 — warto$¢ dziatki elementarnej poziomnicy w se-

kundach katowych

t — odlegtos¢ migdzy oporami mostka pomiarowe-
go w milimetrach (mm),

72 — wartos¢ dziatki elementarnej poziomnicy w mi-
limetrach na metr (mm/m).

Wspotrzedne profilu ¢; sprawdzanego przekroju
wzgledem prostej poziomej przechodzacej przez poczat-
kowy punkt profilu nalezy obliczyé ze wzoru [4], do-
dajac do siebie otrzymane kolejne wartosci Ax

4= 2y [4]
przy czym przyjmuje si¢, ze go = 0.

Przyktadowy zapis obliczonych wartosci ;i ¢; poda-
no w tablicy 2.

9. W celu uzyskania modelu matematycznego spraw-
dzanej powierzchni, tj. odchylen punktow sprawdzanej
powierzchni od przyjetej ptaszczyzny odniesienia, nale-
zy zebra¢ uzyskane odchylenia profilu g; od prostej
poziomej dla wszystkich przekrojéow wzdiuznych i je-
dnego poprzecznego w taki sposob, jak podano w przy-
kladzie na rys. 3.

Przekrdj poprzeczny  Przekrdje wzdivine

_(um)
a -1 |50 |+ |C
0|5 |12 |0 |-2 |8
0 . +5 | +4 |+10 | +8 |A
0 g e 3 q

Rys. 3. Przykladowy zapis odchylen ¢; od prostej poziome;j
dla i jo z i jednego j

poprzecznego
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Tablica 2. Przyktadowy zapis wynikéw pomiaréw dla przekroju 4

Numer punktu Wskazanie poziomnicy Réinica w wysokosci | Wspbirzedne g;
pomiarowego . . - 5 migdzy kolejnymi punktéw krzywej
lewy koniec pgche-| prawy koniec peche: _ ai + b; punktami pomiaro- profilu
rzyka rzyka o= = e |
4 5 wymi b = C - a q-Zh
dzel. dzel, dzeel wm 4 e
0 = = . i 0
1 +2,4 +2,6 +2,5 +5 +5
2 -0.4 -0,6 -0.5 -1 +4
3 +2,8 +32 +3,0 +6 +10
4 -0,8 -1,2 -1,0 -2 +8
C=48-10° -t -7 (um)
t =100 mm '
=4
C=48 10" 100 - 4 pm = 2 pm
1
6. W przypadku zastosowania do pomiaru poziom- lub:
nicy koincydencyjnej lub elektronicznej ustalenie znaku C=f:mn (um) [31
wskazania nie nastrgcza trudno$ci. Natomiast przy za-  gdzie:

stosqwaniu zwyklej poziomnicy cieczowej nalezy dla
kazdego odcinka sprawdzanego przekroju odczytaé
przemieszczenie pecherzyka ampulki poziomnicy wzglg-
dem zerowych kresek. Za zerowe kreski przyjmuje si¢
umownie dwie diugie kreski, umieszczone symetrycznie
wzgledem punktu zerowego poziomnicy, w odlegtosci
migdzy nimi roéwnej dlugosci pegcherzyka.

Przemieszczenie lewego konca pecherzyka a; nalezy

* okredli¢ w stosunku do lewej zerowej kreski podziatki,

. a przemieszczenie prawego konca pecherzyka b —
wzgledem prawej kreski. Przy przemieszczeniu konca
pecherzyka w prawo od odpowiedniej kreski nalezy od-
czyta¢ wskazanie ze znakiem ,+%, a przy przemieszcze-
niu w lewo ze znakiem ,-“.

Przemieszczenia obu koficow pecherzyka, lewego a:
i prawego b;, nalezy odczyta¢ z doktadnoscig do 0,1
dziatki elementarnej podziatki, a nast¢pnie obliczy¢
warto$¢ $rednig wskazania poziomnicy a;

7. Po dokonaniu pomiaréw w pierwszym przekroju
wzdtuznym 4, nalezy mostek pomiarowy z poziomnica
przestawi¢ na pozostate przekroje wzdluzne i poprzecz-
ny i w analogiczny sposéb dokona¢ dalszych pomiaréw.

8. Nastepnie nalezy przystapi¢ do obliczen wspdi-
rzednych punktéw krzywej profilu kazdego przekroju.

W tym celu w pierwszej kolejnosci nalezy dla kazde-
go odcinka sprawdzanego przekroju obliczyé o ile ka-
zdy nastgpny punkt jest potozony wyzej lub nizej w sto-
sunku do poprzedniego.

Obliczenia tego nalezy dokona¢ wedtug wzoru [1] lub

31

hi=C" a (um) [
w ktérym:
a; — wskazania poziomnicy w dziatkach elementar-
nych,
C=48-10"-¢t-mn (nm) 2]
gdzie:

t — odlegto$¢ migdzy oporami mostka pomiarowe-
go w milimetrach (mm),

71 — warto$¢ dziatki elementarnej poziomnicy w se-

kundach katowych

t — odlegtos¢ migdzy oporami mostka pomiarowe-
go w milimetrach (mm),

72 — wartos¢ dziatki elementarnej poziomnicy w mi-
limetrach na metr (mm/m).

Wspotrzedne profilu ¢; sprawdzanego przekroju
wzgledem prostej poziomej przechodzacej przez poczat-
kowy punkt profilu nalezy obliczyé ze wzoru [4], do-
dajac do siebie otrzymane kolejne wartosci Ax

4= 2y [4]
przy czym przyjmuje si¢, ze go = 0.

Przyktadowy zapis obliczonych wartosci ;i ¢; poda-
no w tablicy 2.

9. W celu uzyskania modelu matematycznego spraw-
dzanej powierzchni, tj. odchylen punktow sprawdzanej
powierzchni od przyjetej ptaszczyzny odniesienia, nale-
zy zebra¢ uzyskane odchylenia profilu g; od prostej
poziomej dla wszystkich przekrojéow wzdiuznych i je-
dnego poprzecznego w taki sposob, jak podano w przy-
kladzie na rys. 3.

Przekrdj poprzeczny  Przekrdje wzdivine
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Nastepnie jako plaszczyzng odniesienia dla opraco-
wywanego modelu matematycznego nalezy przyja¢ pta-
szczyzng pozioma przechodzaca przez punkt 40, od
ktorego zaczynane byly pomiary w pierwszym przekro-
ju wzdluznym i przekroju poprzecznym. Dlatego tez
nalezy wpisaé do modelu matematycznego powierzchni
uzyskane wartoéci ¢; (bez zmian) dla tych dwéch prze-
krojow, tj. pierwszego przekroju wzdtuznego i przekro-
ju poprzecznego.

Poczatkowe punkty wszystkich dalszych wzdtuznych
przekrojow powierzchni powinny mie¢ w modelu ma-
tematycznym'zawsze warto$ci odpowiadajace punktom
przekroju poprzecznego. Te przyjete wartosci poczat-
kowe kazdego przekroju wzdtuznego (poza pierwszym)
nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu wartosci odchylen
od przyjetej plaszczyzny odniesienia pozostatych punk-
tow rozpatrywanych przekrojéow wzdtuznych, poprzez
dodanie lub odjgcie od odchylen g tej przyjetej war-
tosci (zaleznie od znaku). -

W przyktadzie podanym na rys. 4 dla przekroju B
jako warto$¢ odchylenia w punkcie 0 nalezy przyjaé

warto$¢ +7 pm i nastgpnie wartosci g; nalezy zwigkszy¢ -

o t¢ warto$C.

Rys. 4. Model matematyczny powierzchni (warfosci z)), dla
ktérej otrzymane wartoéci ¢ podano na rysunku 3

10. Otrzymany model matematyczny sprawdzanej
powierzchni (przedstawiono przyktadowo na rys. 4),
obejmujacy liczbowe wartosci odleglosci sprawdzanych
punktéw powierzchni rzeczywistej od . poziomej pla-
szczyzny przyjgtej za plaszczyzng odniesienia, stanowi
podstawg do wyznaczenia biedu plaskosci, przy czym
najczgsciej stosuje si¢ nastgpujace metody: |
" 1) graficzne wyznaczenie plaszczyzny przylegajacej

i odlegtosci od niej punktéw modelu matematycz-
nego, )

2) analityczne okreslenie plaszczyzny przylegajacej
i obliczenie odlegtosci od niej punktéw modelu ma-
tematycznego (metoda szczeg6lnie odpowiednia dla
zastosowan elektronicznej techniki obliczeniowej
i zalecana w niniejszej instrukcji do wyznaczania
biedu ptaskosci).

11. W przypadku zastosowania do wyznaczania bilg-

du plaskosci sprawdzanej powierzchni metody podanej

w ust. 10 pkt 2, model matematyczny nalezy przed-
stawi¢ jako zbiér punktéw w przestrzennym ukladzie
wspétrzednych, tzn. kazdy punkt modelu matematycz-
nego powinien by¢ reprezentowany przez 3 wspoirzed-
ne xi, yii zi, gdzie x; i yi sa wspolrzednymi poziomymi,
okredlajacymi potozenie w siatce punktéw pomiaro-
wych, a pionowa wspétrzedna z; przedstawia zmierzone
odchylenie punktu sprawdzanej powierzchni od przyje-
tej poziomej plaszczyzny odniesienia (rys. 4).
Metoda analityczna wyznaczania bledu ptaskosci po-
lega na wyznaczeniu odchylef sprawdzanej powierzchni
od ptaszczyzny $redniej okreslonej warunkiem, ze suma
kwadratéw odchylen od niej punktéw sprawdzanej po--
wierzchni jest najmniejsza. Plaszczyzna ta jest rowno-
legta do ptaszczyzny przylegajacej.
Ogdlna funkcja okreSlajaca plaszczyzng w ukiadzie
3 wspétrzgdnych ma postaé
z=Ad x4+ Bry+C (5]
Rzedna z; punktéw plaszczyzny $redniej w punktach
pomiarowych (x;, yi) sa okreslone wzorem
zZi=A4A-xi+ B y+C [6]
stad odchylenia od tej plaszczyzny punktéw modelu
matematycznego sprawdzanej powierzchni sa roéwne
4E;i = z; - 2} 7
Odchylenia te przybieraja warto$¢ najmniejsza w przy-
padku plaszczyzny $redniej, ktdrej rownanie znajduje
si¢ rozwiazujac zaleznosci v

n 8 . . 2
PINCR AR z[zi-(A.x'AB-yia-c):l = min (8]

i i

co jest rownowazne z rozwigzaniem ukladu ré6wnan:

£l
(N

A-2 x; +B-

n
]

k.3 n
;. y‘+C~2:ci= 2::1:‘-2i
i id i
n 2 k.3 n
1i~y‘+B~{2'yi+C-‘z;y‘.z:yi.z‘ [9
E = e

n n
x#B- Y y,+C-n=Y 2z,
i=t i=1

>
i X

>
e

i

Szukane warto$ci 4, B, C mozna wyznaczyé rozwig-
zujac ten uktad rownan na maszynie cyfrowej przy za-
stosowaniu standardowego programu obliczeniowego
lub za pomoca rachunku macierzowego wedtug nastg-
pujacych wzordéw:

Da

A= D [10] .
Dy

B = D [11}
D¢ 1

C= D [12]

gdzie D, D4, Dgi D¢ oznaczajg wartosci odpowiednich
wyznacznikow i sa obliczone ze wzordw

B g B oy pB 2 n n
D:ﬂ.z‘:,vé'y‘_(gxi.yi) 42.(‘21:,{‘2'9‘.
i = = =

i

i
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= - b

-Z-.‘f‘ 2 i'é”f'(éyi)z' g’i'zi
)+

in i=t
. Z I‘-yi> +
i=1

n n

&2
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= im i=t
zi~<2n‘ Zz 2 +zz

il i=1

i=1
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Po odnalezieniu potozenia ptaszczyzny sredniej nale-
zy wyznaczy¢ konkretne wartosci 4E; odchylen od niej
punktéw matematycznego modelu sprawdzanej po-
wierzchni.

Jako biad plaskosci dp_nalezy przyja¢ sum¢ bez-
wzglednych wartosci najwigkszego odchylenia dodatnie-
go 4E, oraz najwigkszego odchylenia ujemnego
4E'

i min

i max

= |4E [

12. W tablicy 3 pokazano na konkretnym przykta-
dzie sposob obliczania metoda analityczng bledow
plaskosci dla matematycznego modelu sprawdzanej po-
wierzchni, przedstawionego na rys. 4. W tym celu na-
lezy:

1): wspoOtrzedne zmierzonych punktéw modelu mate-
matycznego wpisaé¢ w rubryki (x), (») i (z) pomoc-
niczej tablicy 3. Przyjety poczatek uktadu wspot-
rzednych i kierunek osi x i y podano na rys. 4:
Wspoirzedne x i y oraz rzgdna z powinny byé wy-

s+ AE ol

[14]

[1s]

[16]

razone w jednakowych jednostkach dtugosci, np.
w milimetrach. W przypadku gdy odlegto$ci mig-
dzy punktami pomiarowymi dla przekroju wzdtuz-
nego i poprzecznego sa Jednakowe tzn. ti=12=1,
mozna dla upre w wyl h zamiast
ich konkretnych odleglosci od poczatku ukiadu
wspblrzednych przyja¢ wielokrotnosci 4, tj. 0, 1, 2,
3, ..., a rzedne punktéw z; zapisa¢ bezposrednio
w mikrometrach, tak jak podano w tablicv 3.

dla wszystkich punktow pomiarowych wy'l‘iczyé
oraz zapisa¢ je w odpowiednich rubrykach tablicy 3,
korzystajac ze wzorow [13], [14], [15]i [16] okresli¢
wyznaczniki: D, D 4, D pi Dcprzez podstawienie war-
to$ci obliczonych w punkcie 2,

4) obliczy¢ stale 4, B i C ze wzordw: [10], [11]i [12],
5) korzystajac ze wzoru [6] obliczy¢ odlegtosci zi od
punktéw $redniej ptaszczyzny do przyjetej ptaszczy-
zny odniesienia (poziomej) modelu matematyczne-
go. W przykiadzie wartosci te podane s3 w przed-
ostatniej kolumnie tablicy 3,

wartosci: x?, y#, xi* yi Xi* zi, yi* zil ich sumy

]

okresli¢ wedtug wzoru [7] odchylenia od ptaskosci
zmierzonych punktow powierzchni 4E; w stosunku
do plaszczyzny Sredniej. W przyktadzie wartosci te
podane sa w ostatniej kolumnie tablicy 3,
zsumowaé otrzymane wartosci 4E; w celu spraw-
dzenia obliczen. Warto$¢ tej sumy powinna by¢ zbli-
zona do zera,

. 8) obliczy¢ ze wzoru [17] biad plaskoéci sprawdza-
nej powierzchni.

7

Ustalanie klasy doktadnosci ptyty

§ 8. Na podstawie otrzymanych wynikow sprawdze-
nia nalezy ustali¢ klas¢ dokladnosci ptyty.

Jezeli uzyskane parametry plyty, tj. liczba $ladow
przylegania skrobanej powierzchni pomiarowej i biad
ptaskosci powierzchni pomiarowej maja wartosci kwali-
fikujace ptyte¢ do dwu roznych klas doktadnosci, to ply-
te zalicza si¢ do klasy doktadnosci nizszej.
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Tablica 3. Przyklad analitycznego wyznaczenia biedu plaskoci plyty

Wartoéci znalezione Wartoéci obliczone
Punkty x Vi Zi x? » X Y Xi vz Yoz z AE!
{pomiatowe um pm pm
A0 0 2 0 0 4 0 0 0 +3,57 -3,57
Al 1 2 +5 1 4 2 +5 +10 +4,47 +0,53
A2 2 2 +4 4 4 4 +8 +8 +5,37 -1,37
A3 3, 2 +10 9 4 6 +30 +20 +6,27 +3,73
A4 4. 2 +8 16 4 8 +32 +16 7,17 +0,83
B0 0 1 +7 0 1 0 0 +7 +3,47 +3,53
B1 1 1 +2 1 1 1 +2 +2 +4,37 -2,37
B2 2 1 +5 4 1 2 +10 +5 *5.27 -0,27
B3 i 1 *7 9 1 3 +21 &7 +6,17 +0,83
B4 4 1 +5 16 1 4 +20 £ +7,07 -2,07
co 0o 0 +4 0 0 0 0 0 +3.37 +0,63
c 1 0 +3 1 0 0 +3 0 +4,27 -1,27
c2 2 0 *9 4 0 0 +18 0 +5,17 +3,83
Cc3 3 0 +4 9 0 0 +12 0 +6,07 -2,07
c4 4 0 +6 16 0 0 +24 0 +6,97 -0,97
5:‘ 30 15 +79 - 90 25 30 +185 +80 - -0,05
i
Dy 4050
A=T= 4500=09 [10] n=15 zZi=Ax+B-y+C 61
Ds 450
R e 4E = z % ul
Dc 15150
c= _D— = m =337 [12] 4p = |4E"; mx| + |4E"; mi“| [n
dp = (3,83 + 3,57) um = 7,4 um >

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia

§ 9.1. Wyniki sprawdzenia ptyty nalezy odnotowa¢
w jej karcie ewidencyjnej lub §wiadectwie sprawdzenia.

2. Karta ewidencyjna powinna zawiera¢ ponadto na-
stepujace dane: numer inwentarzowy, nazw¢ wytwor-
ni, symbol plyty, wymiary piyty, klas¢ doktadnosci oraz
dat¢ sprawdzenia i podpis sprawdzajacego. :

3. Karte¢ ewidencyjna lub §wiadectwo sprawdzenia na-
lezy przechowywaé w laboratorium pomiarowym.

{ ) Czynnosci koficowe

§ 10. Po sprawdzeniu plyty wszystkie jej powierzch-
nie nie zabezpieczone trwale przed korozja, jak rowniez

uzyte do sprawdzenia narzedzia, nalezy przemy¢ w ben-
zynie i nastgpnie pokryé cienka warstwa wazeliny te-
chnicznej lub inng zmywalng warstwa ochronng.

Postanowienie koricowe

§ 11. Instrukcja wchodzi w zycie z dniem 10 grud-
nia 1986 r.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako$ci

wz. T. Podgorski




